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Dotyezy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na: ,,Dostawa mikroskopn skaningowego SEM
wyposazonege w detektory SE, CL, BSE, EDS wraz 3 akcesoriami { oprogramowaniem — EZ-240-38/2014”

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA NR 3

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowieni publicznych Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania zadane
przez uczestnikow postgpowania przetargowego.

Pytanie nr 1. Dor. opisu preedmiotn samowienia, Zataiznik nr 1 do SIWZ, punkt 3.1 | 15: Cyy dopuszeziaia Pasistwo
Raoferowante mikroskopy  posiadajacego jednq niexpiennq apertury obiektywn wykorgystywanq w pelmym zakresie
powigkszen 1 regulagi plamki wiqzki? Ugasadnienie: cheielibyimy Padistwn zaoferowad bardzie korgystne roswiazanie ktdre
umosiwia Imiang plamki 3a pomoiq napigeia na kondensorze - sterowane 3 poziomn oprogramowania. Rogwigganie 1o, jest
wygodniejs3e dla ugytkownika urzadenia, gdy3 eliminujenmy koniecinost reczmych gmian apertur w trakcie pracy. Co wigcej,
systern e miang aperiury obieklywn na ewnairy mikroskopu jest starym rogwiqzaniem technologicinym, kidre obecnie
stosowane jest jeszize lylko pryeg dwich producentdw mikroskopdw. Technologia ktirg cheemy Padiston aoferowad jest
bardziej nowoczesna i mnigj klopotlia w ugytkowanin, a fednoczesnie daje taki sam efekt korcowy. Co jesteSmy w stanie
potwierdzié na pryykiadzie pordwnania 3djec na pryygotowanym prees Paristwa preparacie

Odpowiedz nr 1. W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy wyjasnia, Ze podtrzymuje wymaganie ze zmienna
apertura obiektywu nie mniej niz 4 pozycjami na zewnatrz kolumny mikroskopu, uwazajac je za docelowo
bardziej niezawodne i nie chce obnizy¢ tego wymagania zastepujac je proponowansa jedna niezmienng
aperturg. Sama obsluga zmiennych zewnetrznych apertur nie musi stanowié problemu podobnie
nieklopotliwy w obsludze jest system zmiennych apertur stosowany w najnowszym modelu mikrosondy
jonowej SHRIMP, ktora na co dzieft obsluguje zamawiajacy.

Pytanie nr 2. Dot. opisu przedmiotn zamdwienia, Zatqeznik nr 1 do SIWZ, punkt 3.1 [ 14: Cxy dopuszeza Paristwo
zagferowanie mikroskopu elektronowego posiadajacego molimosé zapisn obrasu cyfrowego 3 rogdzielizosiiq 4096 x 3536
pikseli (1. 14 MPikseli)? Ugasadnienie: Rogdzielizo5é na pogiomie 14 Mpikseli jest supeinie wystarczajaca wartosiiq nawet
do wydrukdw 3djec o dugym formacie. Paramelr ten, nie determinuje jednoznacznie jakosii robionego 3djecia, ale okresla jak
dugy formal jestesmy w stanie uzyskad prsy braku spadks jakosi djecia (w praktyce dusa wartos? preydatna jedynie przy
drukowania 3djec/ plakatow wielkoformatowych). W praktyce laboratoryng, obragy 5 mikroskapn SEM sq sapisywane
przy wykorzystaniu gnacznie mnigjs3ych rogdsielzose. Wowezas - e wigledu na mniefsgy format, proces akwizygi i zapisu
obrazu jest snavnie s3ybszy. Weding nasse) najlepszej wiedzy exesto w praktyce 3apis obragu 3 roxdzielizosviq powyses 10
Mpixceli nie jest wykorzystywany e w3gledn na byt diugi czas procesn zapisywania djecia w kasdym obecnym na rynku
systemie mikroskopn SEM. Pogytywna odpowieds, na powyisze pytanie umoglimi nam losenie Pakistwn atrakoyneg oferty
na wriqdzenie o wymaganych parametrach rogdzielizoiciowych lecy gnacynie lepsgym systemie progmiowym, sgexegdinie
niegawodnym przy badanin rigmych probek pochodzenia geologicznego.

Odpowiedz nr 2. W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy wyjaénia, e nie obnizy wymagania dotyczacego
rozdzielczosci zapisu obrazu cyfrowego z 18 MPx na 14 MPx, zastepujac wysoka rozdzielczo$é
wystarczajaca rozdzielczodcia na stanowisku pracy dedykowanym przygotowywaniu obrazéw o jak
najlepszej rozdzielczosci, szczegolnie majac na wzgledzie koniecznosé publikacji. Ponadto rozdzielczosé
obrazéw 18 MPix (18 MPix - picture+elements- jednolitych elementéw obrazu wyswietlanego na ekranie)
pozwala pdzniej na znaczne powickszanie ich fragmentéw bez widocznej utraty rozdzielczosci, co jest
istotne w pracach badawczych realizowanych przez zamawiajacego (Laboratorium w Analizy w



Mikroobszarze). Dostarczony mikroskop powinien zatem posiada¢ w momencie dostawy odpowiednie
moduly pozwalajace na uzyskanie rozdzielczosci 18 MPix.

Pytanie nr 3. Dot. opisu predmiotn samdwienia, Zatqeznik nr 1 do SIWZ, punkt 3.3: Cyy dopussiza Pasistwo
Raoferowanie mikroskopu elekironowego wyposazonego w polprzewodnikowy detektor BSE skiadajacy sig 4 segmentiw/
prerseient, utogonych wxgledem siebie koncentrycznie, w migjsce wymaganego detektora BSE posiadajacego co najmnigf 5
segmentow? Ugasadnienie: Najnowsse rogpwiaganie lechnicne delektora piersiieniowego BSE umiessuzanego nad probka,
posiada moliwost rejestragi sygnatu elektrondw pochodzagych 3 badanej probki 3 szerokiego sakresu keqtowego. Podzial
detektora na sekiory roxmieszyzone Roncentryeznie umogliwia filtrage sygnatn rogchodzacego si¢ pod rdsmymi katami w
stosunku do osi wiaki clektronow padajasych na probke. Technika ta, pogwala na ugyskanie wigkssel informagi o
preparacie nig, przy ugycin detektordw o klasycxne budowie wielosegmentowsj. Ponadto majq Paristwo molimosi pracy przy
dowolnej konfiguragi segmentow, polegajace; na wigezanin lnb wylqzaniu okreslonych piericient, dzieki czemn mosna
doprowadzic do niwelagi efekin fadowania niektirych pribek nigprzewodzacych. Jest to funkgonalnosé nieswykle pryydatna
w Irybie wysokiej prigni, w pryypadks obrasowania probek nieprzewodzacych. Powyse opisany detekeior byt wezesniei
stosowany w wlira-wysokorozdzielzych skaningowych mikroskopach elektronowych ,,UHR FEG". Obecnie mamy mozlinost
monlazu lakiego ukiadu w mikroskopach 3 katoda wolframonaq,

Odpowiedz nr 3. W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy wyjasnia, ze nie obnizy wymagad dotyczacych
ilosci koncentrycznych piericieni sektoréw detektora BSE, poniewaz generalnie piaty segment detektora
BSE pozwala na wyostrzenie obrazu elektronéw wstecznie rozproszonych, co jest istotne dla badan
docelowych zamawiajacego.

Pytanie nr 4. Dot. opisu preedmiotn zamiwienia, Zatgeznik nr 1 do SIWZ: Csy dopuszuza Paistwo gaoferowanie
mikroskopy elekironowego wyposazonego w eucentryczny stolik 3 antomatyka w co nagmniej cxterech osiach ( X,Y,Z,R ).
Zakres pryesuwn w osi X = 100 mm, of Y = 100 mm di Z = 60mm, pochylenie - od -5° do +70°, rotaga - 360° 2
Usasadnienie: Mikroskop jaki cheielibySmy Paristwu aoferowal posiada stolik o nacgnie wigkssel regulacii pryesmvu w
kazdej osi w stosunkn do wymaganych przes, Pasistwa minimalnych parametriw Jedynie akres katdw pochylenia stolika
odbiega niexnacnie od minimalnych wymaganych wartosci, pokrywa on jednak maksymalny gakres kata +70° 3 ktirego
korzysta sig tylko przy badaniach 3 ugyciem kamery EBSD. Do obrazowania priefoméw lub probki postawione; pod katem
90° proponujemy specialne uchwyty imadetkowe, co jest znacznie wygodnieiszym roswiqzaniem nis catkowity pochyt stolika
podizas obrazowania. Stosowany jest takse stolik tzm. ,pre-tilt" , w ktdrym na poczatku probke montuje sie jug pod danym
kalem w celn wigkszenia moliwosel pochylanie nawet powyzel wymaganego pres, Pasistwa zakress. Rowiazanie to jest
Kravnie bardsie precyyine i daje wigksze pole manewrn prsy montagu probki w pordwnanin do prsechylu stolika w
Rakresie +90° gdzie musimy brai pod uwage pewnq niedoktadnosé zardwno pryy montasy preparatu orag ruchu stolika.

Odpowiedz nr 4. W odpowiedzi na pytanie Zama“dajqcy wyjadnia, ze we fragmencie specyfikacji
technicznej dotyczacym przesuwu stolika podaje wymagania minimalne (,,co najmniej”). Jesli pafistwa
produkt ma duzo wigkszy zakres ruchu X, Y to jest to tylko zaleta. Jednoczeénie informujemy, ze prace
beda realizowane na probkach plaskich, gladkich i maksymalnie wypolerowanych i temu dedykowany jest
zamawiany SEM-CL z pozostalymi detektorami.

Pytanie nr 5. Dot. opisu prsedmiotn saméwienia, Zataeznik nr 1a do SIWZ, parametry EDS: Prosimy o wyjasnienie
Jak nale3y rogumiel wymagany paramelr: ,nieograniczona liczba licensi oprogramowania do EDS" 2 Cyy chodzi tutaj o
wymierng ilos¢ komputerdw Inajdujacych sie w laboratorium pry lub blisko mikroskopu elektronowego? Uszasadnienie:
Zaden producent na rynku nie udosigpni otwarte, nieograniczong ilosii licengi na kasdy dowoiny komputer spryedagiqe
licengie wrag, 3 nrzadseniami. W sytuaci nieograniczone; liczby licengi sam fakt posiadania licensji nie mial by sensu chyba
se byloby to oprogramowanie darmowe, kidre mogna instalowai na dowolnych komputerach w siedzibie Zamawiajacego i poga
niq. Takie warunki nie ostafy pryez Pasistwa jasno okreflone, dlatego bardzo prosiny o doprecyzowanie tego stwierdzenia i
ragonalne podejscie do zamieszizonego sapisu w specyfikagi EDS.

Odpowiedz nr 5. W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy wyjasnia, ze wymagany parametr:
snieograniczona liczba licencji oprogramowania do FEDS” oznacza instalacje i uzytkowanie
OPROGRAMOWANIA na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych w ramach struktury organizacyjnej
Zamawiajgcego.



Pytanie nt 6. Dot. istotnych postanowiesi nmowy, Zataeznik nr 2 do SIWZ, § 5: Cyy Zamawiajacy ygadza sig na
obnizenie proponowanych w tresei kontrakty kar umownych do poziomn 0,1 % wartoici preedmiotn umowy 3a kasdy dziei
opdnienia w wyRonanin obowiakdw w akresic usuwania wad/ usterek w okresie gwarangi/ rekojmi orag zakresie
wykonania predmiotu umowy? Usasadnienie: Zaproponowane wysokie kary umowne, ardwno w odniesienin do opdsnienia
03y fo dostawy o3y naprawy, muszq byl wwglednione w procesie przygotowania oferty a ich aproponowana wysokost
Spowodnje snaczacy wrost ceny samdwienia 3 uwagi na kalknlage ryzyka wiqzanego ewentualnymi niprewidywalnymi na
elapie fosenia oferly xdaryeniami. Nalegy pamigtai, i3 ryzyko uwiglednianie w procesie wyceny jest pochodna
skomplikowania oferowanego roxwiazania mikroskopn oraz ryzyka wiqzanego e wspolpracq 3 poddestawcami. Pryy
xatosone] w projekcie umowy wysokoSei kar umownych, producent nie bedzie w stanie aoferowal najkorsysinigisze; dla
Zamawigjacego ceny - gays, konieczne bedzie Ybilansowanie potensialnego ryzyka opdsnienia naprawy urzadzenia o kilka dni
i zwiazanych 3 nim Rosgtow. W skiad mikroskopu wehodq takie urzadzenia jak detekior katodoluminescengii CL. orag
dyspergji energii. EDS. Moge zaistnie sytuagja kiedy oferent bedsde smuszony np. sprowadsaé pewne moduly od
poddostawcdw producenta wyse wspomniang aparatnry (CL, EDS). Zapewne 3 takim problemem hipotetycznie mose
spotkal sig kagdy oferent/ producent mikroskopu na rynks, jake e moduly te nie sq produkowane przex firmy
mikroskopowe. W swiazkn 3 powy3szymi prosimy o obnigenie poziomu kar umownych do wysokosei 0,1% a kasdy dziei
opdsnienia, kidry fo pogiom nacynie pryekracya odsetki wstawowe @ w nasgym odeguein w pefni yabespiecza interes
Zamawigjacego, swlaszeza w syluagi Riedy Zamawiagjay wymaga wplaty zabespieczenie nalesytego wykonania umowy.
Jednoczesnie, w preypadien wyborn nasge oferty, obiecujeny dotogyé wszelkich starar aby dostawa, instalaga 3y obsiuga
Lwarancyna  pryebiegata  godnie 3 uxgodnionym miedzy stronami harmonogramen.

Odpowiedz nt 6. W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy wyjasnia, Ze nie moze zgodzié sie na pieciokrotne
zmniejszenie kar umownych z poziomu 0,5 % wartoéci przedmiotu umowy do 0,1% za kazdy dzied, w razie
wystapienia opoZnienia w wykonaniu obowiazkéw w zakresie usuwania wad/ usterek w okresie gwarancji
czy tez w razie wystapienia opéZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad termin okreslony w § 3 ust.
1, czyli w przypadku dostawy do 20 tygodni (liczac od daty zawarcia umowy), co stanowi niemal 5 miesiecy.
Zakup mikroskopu SEM-CL jest bardzo wazna i pilng inwestycja. Utrzymane zostaje brzmienie wzoru

umowy.
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